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Prążki zmęczeniowe w analizie uszkodzeń materiałów

• Zainteresowanie zagadnieniem prążków zmęczeniowych 
rozpoczęła publikacja Zapffe C.A., Worden C.O. 
„Fractographic registrations of fatigue” – 1951

• Prążki zmęczeniowe charakterystyczne w mechanizmie 
pęknięć zmęczeniowych

• Dlaczego materiały pękają?

• Analiza uszkodzeń – aby znaleźć „najsłabszy punkt” 
powodujący uszkodzenie

• Zmęczenie materiału – pękanie materiału pod wpływem 
cyklicznie mnieniających się naprężeń.

• SEM umożliwia analizę mikrobudowy powierzchni 
materiału



Obrazowanie prążków zmęczeniowych 



Mikroskopy SEM Phenom (badania w lotnictwie) - USA

• Federal Aviation Administration

• Lambda Technologies

• LPI



Obrazowanie warstw fosforanowych

Fosforanowanie – proces 
chemicznego/elektrochemicznego wytwarzania 
ochronnej warstwy fosforanów

Fosforanowe warstwy przejściowe – zwiększenie adhezji 
lakieru (zwiększenie odporności na korozję), 



Ocena warstwy fosforanowej – 7 kroków

• Analiza SEM rozmiaru krystalitów

• Analiza SEM-EDS jednorodności warstwy

• Analiza chropowatości (Rz, Rz, Rpk, 
Rmax)



SEM – analiza rozmiaru krystalitów



SEM-EDS – analiza jednorodności warstwy



SEM-EDS – automatyzacja akwizycji obrazów



SEM – analiza chropowatości powierzchni



Mikroskopy SEM Phenom (przemysł motoryzacyjny) – USA, PL

• Chemetall

• Reinfro

• Federal Mogul

• Gotec



Thank you for your attention!

http://pik-instruments.pl

https://pl-pl.facebook.com/pikinstruments/


